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Zarzqdzanie Jakosciq
1SO 9001

v dek:

Warszawa, dnia 30.07.2024 r.

Zapytanie w celu oszacowania wartosci zamoéwienia na
dostawe na spektrofotometru fluorescencyjnego
(spektrofluorymetru) do prowadzenia badan
fotoluminescenciji (pomiary widm fluorescencyjnych oraz
absorpcyjnych) w zakresie UV-VIS-NIR

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartosci
zamoéwienia, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki
i Fotoniki zwraca sie z prosba o przedstawienie informacji dotyczacych
szacunkowych kosztow realizacji nizej opisanego zamdwienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartosci zamowienia nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rdéwniez nie jest
ogfoszeniem ani zapytaniem o0 cene w rozumieniu ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Informacja ta ma na celu wyltacznie
rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztéw realizacji
opisanej dostawy.

1. ZAMAWIAJACY

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
al. Lotnikéw 32/46,
02-668 Warszawa

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa spektrofotometru
fluorescencyjnego (spektrofluorymetru) do prowadzenia badan
fotoluminescencji (pomiary widm fluorescencyjnych oraz

absorpcyjnych) w zakresie UV-VIS-NIR - zwanego dalej , przedmiotem
zamoéwienia”.
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Minimalne wymagania techniczne dotyczace spektrofluorymetru

podane sg ponizej.

L.p. | Cecha Wartosc¢

1 Gtéwne Urzadzenie do prowadzenia badan

zastosowanie fotoluminescencji w zakresie UV-VIS-NIR.

2 Czutos¢ urzadzenia | Czutos¢  spektrofluorymetru  oznaczona dla
ramanowskiego pasma wody musi wynosi¢ co
najmniej 10 000:1 (FSD) przy parametrach:
wzbudzenie 350 nm, szczelinie 5 nm, czasie
integracji 1 s

3 Minimalny zakres e dla widm wzbudzeniowych: co najmniej 250-

spektralny 850 nm
oferowanego e dla widm emisyjnych: co najmniej 250-1600
urzadzenia: nm

4 Zrbdta $wiatta: e 2 lampy oraz mechanizm automatycznego

przetaczania pomiedzy nimi:

- bezozonowa lampa ksenonowa o mocy co
najmniej 150W z funkcjg wytgczania
zasilania pomiedzy pomiarami

- impulsowa lampa ksenonowa o mocy co
najmniej 5W

e laser CW do pracy ciggtej, 0 mocy minimum
2W, emisja na dtugosci fali 980 nm +/-5nm

5 Uktad optyczny dla | ¢ monochromator typu Czerny-Turner o

wzbudzenia: dtugosci ogniskowej co najmniej 225 mm
e rowkowana siatka dyfrakcyjna 1200
rowkoéw/mm zoptymalizowana dla dtugosci fali

300 nm

e siatka dyfrakcyjna UV-Vis o parametrach:
1800 linii/mm zoptymalizowana dla dtugosci
fali 300 nm

e korekcja energii lampy wzbudzajacej w czasie
rzeczywistym - wbudowany dodatkowy
detektor fotodiodowy zapewniajacy korekcje
promieniowania wzbudzajacego i stabilnos¢
pomiaréw w catym zakresie pomiarowym

e szczelina spektralna regulowana z poziomu
oprogramowania w zakresie co najmniej od

0,1 do 30 nm
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automatycznie sterowany zestaw filtrow dla
eliminacji efektow optycznych drugiego rzedu
doktadnos¢ nastawu dtugosci fali nie gorsza
niz 0,5 nm

maksymalna szybkos$é skanowania nie gorsza
niz 100 nm/s

6 Uktad optyczny dla | e
emisji:

monochromator typu Czerny-Turner o drodze
optycznej co najmniej 225 mm

siatka dyfrakcyjna na zakres UV-Vis o
parametrach: 1200 rowkéw/mm
zoptymalizowana dla dtugosci fali 500 nm
siatka dyfrakcyjna na zakres NIR o
parametrach: 830 rowkow/mm
zoptymalizowana dla dtugosci fali 1200 nm
szczelina spektralna regulowana z poziomu
oprogramowania w zakresie co najmniej od
0,1 do 30 nm

automatycznie sterowany zestaw filtrow dla
eliminacji efektow optycznych drugiego rzedu
doktadnos¢ nastawu dtugosci fali nie gorsza
niz 0,5 nm

maksymalna szybkos$¢ skanowania nie
mniejsza niz 100 nm/s

czas integracji - regulowany w zakresie od 1
ms do 200 s

chtodzony i stabilizowany fotopowielacz,
dziatajacy w zakresie co najmniej od 250 nm
do 980 nm, pracujacy w technice zliczania
fotondw, zapewniajacy maksymalng czutos¢ w
zakresie UV-VIS; prad ciemny nie wiekszy niz
100 zliczen/s

detektor InGaAs chtodzony ukiadem Peltiera
na zakres co najmniej od 850 nm do 1600 nm
automatyczne przetaczanie pomiedzy
fotopowielaczem a detektorem InGaAs
detektor umozliwiajacy pomiary absorbancji
w kuwetach w zakresie co najmniej od 250
nm do 1000 nm

7 Uktad elektroniczny | 3

rownolegle pracujace liczniki dla kanatéw:

do zbierania fluorescencji, referencyjnego oraz transmisji;
sygnatu: uktad umozliwiajacy korekcje widma w trakcie
pomiaru
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8 Zestaw do pomiaru
czaséw zaniku
fotoluminescencji
metodq MCS:

wymagany zakres pomiaréw czasu zaniku
fosforescencji co najmniej od 5 ps do 10 s lub
szerszy zakres

uktad elektroniczny do rejestracji
pojedynczych fotondw posiadajacy co
najmniej 8000 kanatéw pomiarowych, z
minimalng szerokos$cig kanatu nie wieksza niz
10 ns

10 | Generator impulséw
do lasera CW:

mozliwo$¢ ustawienia zakresu repetycji w
przedziale od 0.1Hz do 1kHz

mozliwo$¢ ustawienia szerokosci impulsu
lasera co najmniej w 3 trybach:

- krotkie impulsy <3 ps - 350 ps

- $rednie impulsy 200 ps - 50 ms

- dtugie impulsy 30 ms -7 s

11 | Wyposazenie
spektrofluorymetru:

modut do pomiaréw probek ciektych,
umieszczanych w standardowych kuwetach
spektrofluorymetrycznych 10 mm wraz z
uchwytami do filtrow
pasmowych/krawedziowych w rozmiarach od
25 do 50 mm

modut z uchwytem typu "front face" z liniowq
regulacjg potozenia spoza przedziatu prébek -
do prébek silnie absorbujacych w kuwetach, z
wktadkami do pomiaru proszkoéw i folii/probek
statych

modut ze sferg do pomiaréw wydajnosci
kwantowej fotoluminesencji o $rednicy co
najmniej 150 mm z pokryciem nie ulegajacym
degradacji w czasie; mozliwos¢ wykonywania
pomiarow wydajnosci kwantowej dla préobek
ciektych w kuwetach jak i proszkéw
przystawki muszg by¢ w postaci kompletnych
modutéw w technologii "plug&play"
pozwalajgcej na szybka wymiane oraz
wykrywanie przez oprogramowanie

12 Zestawy

zestaw filtrow gornoprzepustowych o

elementéw: dtugosciach fali co najmniej nastepujacych:
325 nm, 330 nm, 355 nm, 395 nm, 405 nm,
455 nm, 495 nm, 550 nm, 590 nm oraz 645
nm.
uchwyt i kuweta do pomiarow cieczy - 1 szt.
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uchwyt i kuwety rozbieralne do pomiaréw
proszkow - 5 szt.

tygielki wraz z pokrywkami kwarcowymi do
pomiarow w sferze integrujacej - 3 szt.

13

Oprogramowanie
komputerowe wraz
ze stacjq sterujacq
0 wymaganych
parametrach:

kontrola pracy zrddet Swiatta,
monochromatoréw oraz detektoréw oraz
przebiegu pomiarow

pomiary widm emisji i wzbudzenia, pomiary
kinetyczne, pomiary synchroniczne, pomiary
map fluorescencji

przetwarzanie i eksport danych, naktadanie
widm, pomiary map TRES w trybie
automatycznym

analiza czaséw zaniku fluorescenciji i
fosforescencji w tym réwniez uwzgledniajaca
funkcje odpowiedzi przyrzadu

analiza anizotropii dla widm stacjonarnych
oraz zanikéw fluorescencji

program sterujqcy spektrometrem powinien
zawierac pliki korekcyjne dla widm
wzbudzenia oraz emisji fluorescencji w catym
zakresie pomiarowym

przyrzad powinien mie¢ mozliwosc¢
przeprowadzania korekcji widm emisji
fluorescencji na czutos¢ detektora

procedury automatycznej kalibracji i
automatycznego sprawdzania poprawnosci
dziatania aparatu

wyswietlanie i analiza sygnatéw ze wszystkich
3 licznikéw (fotoluminescencji, transmisji oraz
referencyjnego) rownoczesnie

automatyczne rozpoznawanie akcesoriow
pomiarowych w dostepnych w postaci
wymiennych modutéw

jednostka mobilna sterujgca pracag
spektrofluorometru o parametrach nie
gorszych niz: Procesor Intel i5 (min. 3.4
GHz,6-rdzeniowy), min 32GB RAM, min SSD
500 GB oraz monitor minimum 27" LCD, mysz
optyczna bezprzewodowa, klawiatura, system
operacyjny Windows 11 Pro (PL)
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3. Elementy WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrze¢:

1) nazwe, adres Wykonawcy, osobe do kontaktow;
2)cene w zt (netto i brutto) uwzgledniajgca wszystkie koszty realizacji
zamoéwienia.

4. Forma skfadania WYCENY - elektronicznie na adres:

kamila.lesniewska-matys@imif.lukasiewicz.gov.pl

5. Termin sktadania WYCENY: 07.08.2024 r. godz. 8.00

6. Osoba upowazniona do kontaktow:

Kamila Le$niewska-Matys
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